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	培训讲座注册费
有15-16号两天的讲座，以下费用为两天的讲座费用（四个课题）----  包含两顿午餐，茶歇和一套教材，如果只参加一天则费用相应减半。
	
	研讨会注册费
包含17- 19号共三天的午餐和茶歇，一张晚宴餐券，内装论文集的U盘一只。

	
	2013年5月30日之前
	2013年5月30日之后
	2013年6月30日或之后
	
	2013年5月30日之前
	2013年5月30日之后
	2013年6月30日或之后

	IEEE 会员
	CNY 2,400.00
	CNY2,600.00
	CNY 2,800.00
	
	CNY 2,700.00
	CNY 2,900.00
	CNY 3,200.00

	非会员
	CNY 2,600.00
	CNY 2,800.00
	CNY 3,000.00
	
	CNY 3,000.00
	CNY 3,200.00
	CNY 3,400.00

	在校学生
	CNY 1,600.00
	CNY 1,800.00
	CNY 2,000.00
	
	CNY 2,200.00
	CNY 2,400.00
	CNY 2,600.00

	终生会员
	CNY 1,600.00
	CNY 1,800.00
	CNY 2,000.00
	
	CNY 2,200.00
	CNY 2,400.00
	CNY 2,600.00


请以以下几种方式付款：转账、电汇、银行汇票。苏州市电子学会为收款人。一收到注册费我们会即刻发送确认通知。请填写这张注册表并写明付款方式，您可以将您填好的表格发送到IPFA 2013组委会秘书处邮箱：ipfa@hhcore.com;  或传真至0512-67870201；或寄信到苏州市十梓街1号苏州大学本部博习楼413，邮编：215000。 如果您是以银行汇票付款，请您将银行汇票连同这张注册表寄信到以上地址。 如果您需要咨询，请联系李莹，邮箱：ipfa@hhcore.com 或者致电13390849832。欢迎登陆网址：http://ieee-ipfa.org/index.html。

*以寄信日期，发送邮件或传真日期为准。对于外地与会者如果需要预订酒店，请联系IPFA2013组委会秘书处 (联系方式见上）或登录网站自行预定。

请注意：(请写清楚，一个人一张表格)。
姓名(教授 / 先生 /女士 / 小姐)  ————————————————————————————————————

职位: _________________________  单位/公司/学校:  _______________________________________________通讯地址: __________________________________________________________        

省市: __________________电话: _________________  传真: __________________  邮箱: __________________________

IEEE 会员号: ____________________ (如果有的话)      
       用餐偏好: [  ]非素食主义者   [  ]素食主义者

讲座注册细则  

讲座注册：  (1) 1 天         （2）2天


               CNY:____________ 

	Date/Time
	Tutorial topic
	Tutorial Lecturer
	Venue

	15th July 2013

(Monday)

9:00am-12:00noon
	讲座1：失效分析：最佳实践、挑战和趋势
	Dr. Phillippe Perdu, CNES, France
	Lecture Hall 

	15th July 2013

(Monday)

2:00pm-5:00pm
	讲座2：在高介电常数介质/金属堆栈中的介电击穿：用纳米技术研究击穿所诱导的形态变化和缺陷


	Prof. Kin-Leong Pey, SUTD, Singapore
	Lecture Hall 

	16th July 2013

(Tuesday)

9:00am-12:00noon
	讲座3：MOS器件的辐射响应和长期可靠性

	Prof. Daniel M. Fleetwood, IEEE fellow, Vanderbilt University, USA
	Lecture Hall

	16th July 2013

(Tuesday)

2:00pm-5:00pm
	讲座4：先进器件的可靠性：从确定性的失效机理到时间有关的变化无常

	Prof. Guido Groeseneken, IMEC, Belgium
	Lecture Hall 


付款细则
1）建议使用电汇或转账支付，请将汇款凭证或汇票的复印件传真至0512-67870201或扫描后发邮件到以下地址 ipfa@hhcore.com；

2）所附寄的银行汇票号码: __________________________ 
        CNY _______________ (付款给苏州市电子学会)
汇款账号信息        开户行：工行苏州道前支行                                        户名：苏州市电子学会                                     

                  地  址：江苏省苏州市人民路1008号                               账号：110 202020 9000135861 
或使用PAYPAL  我们的Paypal账户是：ipfa@hhcore.com 

备注：付款时请注明：IPFA 2013会费
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